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PLANO DE ENSINO

2° SEMESTRE DE 2025

I. IDENTIFICACAO

Unidade Académica: Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia
Curso: Mestrado em Quimica
Disciplina: Técnicas de Caracterizacdo de Materiais

Carga horaria semestral: 64 CH Teorica: 64 CH Prdtica:
Ano: Turma/turno: Integral

Docente: Prof. Dr. Fernando Henrigue Cristovan

N° de vagas:

Modalidade: Presencial

Il. EMENTA

Caracterizacdo de particulas e sistemas particulados: distribuicdo de tamanhos de particulas
(peneiramento, técnicas de sedimentacdo, técnicas de espalhamento de luz estatico e dinamico),
distribuicdo de tamanho e morfologia das particulas (microscopia), distribuicdo de tamanhos de
poros (Isotermas de BET, porosimetria de mercurio). Difracdo e Fluorescéncia de raios X.
Microscopia: microscopia Optica, microscopia eletronica de varredura, microscopia eletrénica de
transmissdo, microscopia de forca atdbmica. Andlises térmicas: analise térmica diferencial,
calorimetria diferencial de varredura, analise termogravimétrica, analise dindmico mecanica,
analise termomecanica. Espectroscopia: ultravioleta-visivel, fluorescéncia, infravermelho,
RAMAN, Ressonancia Magnética Nuclear, de impedancias.

I1l. OBJETIVOS
Objetivo Geral
O objetivo da disciplina é que o discente com um conjunto de dados de técnicas experimentais seja capaz de

caracterizar mais diferentes tipos de materiais.

Objetivo Especifico
Espera-se que ao final da disciplina o discente seja capaz de correlacionar as estrutura as

propriedades dos materiais utilizando as técnicas de caracteriza¢do abordadas na disciplina.




IV. CONTEUDO PROGRAMATICO E CRONOGRAMA

» O programa de estudos, com os contetdos a serem estudados e a respectiva carga horéria, de acordo com o Projeto Pedagdgico do Curso. A sele-
cao dos conteudos deve-se basear em: importancia cientifica de cada assunto, articulagdo com programas anteriores, sequéncia légica e racionalizagao
de aprendizagem, articulacdo com o Projeto Pedag6gico do Curso, com evidéncia de contribuicdo para a formacédo do perfil do egresso;

»  Prazos/cronograma de execucdo das atividades/realizacdo das aulas. Apresentar o conteldo programatico com descri¢do dos temas e atividades a

serem realizadas em cada aula;

Exemplo:

INFORMAGCOES IMPORTANTES: i) 0 cronograma de aulas consiste em uma previsio e pode sofrer modificacdes no decorrer da disciplina; ii) todas
as atividades ,realizadas fora do horério de aula presencial, sdo contabilizadas na carga horaria de atividade supervisionada com carga horéria variével,
dependendo da atividade.

LEGENDA

‘ Avaliagdes ‘ l Feriados/Outras atividades l ‘ Duvidas/Atividades supervisionadas ‘ ‘ Reposicao
N° AULA |DATA CH | CONTEUDO E ATIVIDADE

1 05/08/25 4 | Apresentagdo do curso

2 12/08/25 4 | Instalagdo de programas e revisdo

3 19/08/25 4 | Espectroscopia de eletrdnica (absorgdo e emissao)

4 26/08/25 4 | Espectroscopia de eletronica (absorgdo e emissao)

5 02/09/25 4 | Espectroscopia de Infravermelho

6 09/09/25 4 | Espectroscopia de Infravermelho

7 16/09/25 4 | Espectroscopia de RMN

8 23/09/25 4 | Espectroscopia de RMN

9 30/09/25 4 | Analise térmica

10 07/10/25 4 | Andlise térmica

11 14/10/25 4 | CONEPE




12 21/10/25 4 | Difragdo de Raio X

13 28/10/25 4 | Feriado Servidor Publico
14 04/11/25 4 | Anélise de superficie

15 11/11/25 4 | Andlise de superficie

16 18/11/25 4 | Microscopia

17 25/11/25 4 | Microscopia

18 02/12/25 4 |FIM
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V. METODOLOGIA

Serdo utilizadas aulas expositivas, onde serdo apresentados estudos de casos, onde serdo fornecidos
aos decentes dados reais para que eles tratem e analisem os resultados.

VII1. PROCESSOS E CRITERIOS DE AVALIAGAO E CRONOGRAMA:

Ao final de cada contetdo, serd cobrado um relatério do discente, apresentando os resultados tratados e as
respectivas correlagdes com suas propriedades.

A nota final sera dada pela média aritmética dos relatérios.
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